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摘要(译)

提供了一种用于测量和校准与物体或环境有关的参数的集成系统和方
法。集成测量系统可以包括可以存储校准公式库的存储器，可以从传感
器检索信息的通信模块，以及可以基于所接收的信息中的至少一些执行
校准的计算中心。
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